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| DATOS GENERALES

Nombre del Curso

Modelado de Materiales y Dispositivos Semiconductores

ra

PRESENTACION GENERAL
Justificacion
En esta experiencia educativa el estudiante adquirira conocimientos sobre técnicas
de modelado y simulacion de materiales y dispositivos semiconductores.

| OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Proporcionar al estudiante herramientas teodricas y practicas en el modelado de
materiales y dispositivos semiconductores usando modelos analiticos
implementados en software matematico o simuladores numéricos.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Modelado de Materiales Semiconductores

Objetivos particulares
Revisar los principales métodos de modelado de materiales semiconductores.
Temas

Métodos de modelado de materiales

* Modelos matematicos y prediccion

* Modelado molecular de Materiales

* Potencial electrostatico

* Orbitales moleculares

* Densidad de estados electronicos

* Calculo de energias de adsorcion.

* Transporte de carga en capas delgadas

UNIDAD 2
Modelado de Dispositivos Semiconductores

Objetivos particulares
Revisar las principales técnicas de modelado de dispositivos semiconductores.
Temas
Modelado de uniones de semiconductores
* Modelado analitico y numérico.
* Modelado de caracteristicas corriente-voltaje (I-V)




* Modelos de impedancia (I-S)

* Modelos de capacitancia (C-V)

* Modelado con variaciones de temperatura.
Modelado de transistores

TECNICAS DIDACTICAS Y ASPECTOS METODOLOGICOS
* Presentacion y discusion de los temas
* Resolucién de problemas
* Practicas de laboratorio

| EQUIPO NECESARIO

* Pintarron y plumones
* Proyecto de video
» Conexion a internet
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REFERENCIAS ELECTRONICAS (Ultima fecha de acceso:)
https://www.uv.mx/dgbuv/

\ Otros Materiales de Consulta:

Articulos cientificos de las revistas: Nature, Advanced Functional Materials,
Sensors, |IEEE Journals, y Journal of Applied Physics.
| EVALUACION
SUMATIVA
Forma de . . .
Aspecto a Evaluar Evaluacion Evidencia Porcentaje
. Examenes 70%
Aprendizaje de los conceptos E it
del curso xamen resuettos y
calificaciones.
. Evaluacién de Problemas y 30%
Resolucion de problemas en .
casa v desarrollo de trabaios problemas y trabajos resueltos y
y J0S- trabajos. calificaciones.
Total 100%




